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測定ビームライン

・ＢＬ１６Ｂ２（ＸＡＦＳ測定）
Ｎｉ・Ｃｏ・Ｍｎ透過法測定

Ｌｉイオン二次電池用正極材料に関して
ＩｎＳｉｔｕＸＡＦＳ測定により、充放電メカニズムの解
明を行う。
今回は、二次電池のInSituXAFSに加え、XAFSと
同時にXRD測定が出来る手法を確立した事を報

告する。

目的

リチウムイオン二次電池には充放電特性・安全
性等の様々な特性向上が求められている。現
在有望な正極材料の一つとしてLi(ＮｉＣｏＭｎ)Ｏ

２が検討されており、更に性能の改善が必要で
ある。我々は性能改善の基礎として電池材料
の構造解析を行った。

はじめに

• 携帯電話
•ノートPC
•その他携帯機器
•電動工具
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Liイオン二次電池用途



•ＬｉＣｏＯ２

•Ｌｉ（ＮｉＣｏＭｎ）Ｏ２

•ＬｉＭｎ２Ｏ４
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•ｅｔｃ

Liイオン二次電池正極材料
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Liイオン二次電池概要

構造を保持したままLiイオンの授受を行い、

充放電を行う。
他の二次電池(exp.Ni-Cd)と比較し、エネル

ギー密度が高く、メモリー効果が少ないの
が特徴。

Li+
充電放電

正極 （＋） 負極 （－）

今回測定試料



測定試料概要
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Ｏ

Ｍｅ（Ｎｉ・Ｃｏ・Ｍｎ）

充放電セル概要

Al箔(50μm)
負極(カーボン)

Cu箔(14μm)
正極
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六方晶 R3ｍ

a=2.8Å c=14Å
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XAFS+XRD測定概要
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QuickXAFSでエネルギーを連続的にscanすることで
エネルギー走査XRD同時測定が可能となった。
今回はCu/Alの強いピークを避けるために２θ＝７５°に固定した。

ラボ機測定方向

今回測定方向
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Ｌｉ（Ｎｉ1/3Ｃｏ1/3Ｍｎ1/3）Ｏ２充電結果

○はXAFS/XRD測定点を示す
XANESは大きい○部分のみ表示



XANES測定結果

充電方向
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InSituXRD測定結果
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エネルギー走査XRD測定 ラボ装置ExSituXRD測定結果

※ｘ軸はラボデータとの比較のため
エネルギー値を２θCuKαに換算している。

格子定数変化 格子定数変化



InSituXAFS＋XRD測定について
構造解析を行う上でXRDによる結晶構造解析は欠かすことは出来ない。
XAFSとXRDを別々に取ると時間がかかる上にLiの量がずれた位置で

測定を行うことになる。
同時測定を行うことで精度の低下を抑える事が可能。

測定結果
エネルギースキャンのXRD測定を行う事で格子定数が算出出来る程度

の回折線が得られた。
格子定数変化についてはラボ同等の結果が得られた。
XAFSについては前回報告の再現を確認。

今回の測定結果を基に詳細な構造解析を行う。

まとめ


